
DISCIPLINA(PPEF0010):                                TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS 

OBRIGATÓRIA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS 
TEÓRICA PRÁTICA EAD/SEMIPRESENCIAL TOTAL 

(  ) SIM ( X ) NÃO 60 - - 60 4 

PRÉ-REQUISITO: SEM PRÉ-REQUISITO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: (   ) OPTOELETRÔNICA      ( X ) MATERIAIS 

NÍVEL: MESTRADO  

EMENTA: 

Microscopia Eletrônica de Varredura. Microscopia de Proximidade (AFM, MFM, STM). Microscopia 
Eletrônica de Transmissão. Difratometria de Raios-X. Espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho. Espectroscopia de absorção na região do UV-Visível. Espectroscopia Raman. 
Análises Térmicas (TG, DSC, DTA). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
– Técnicas de caracterização morfológica de materiais: Introdução aos princípios básicos de óptica, 
Lentes, distância focal, número de abertura, Microscopia eletrônica de varredura, Microscopia de 
proximidade (AFM, MFM, STM),  Microscopia eletrônica de transmissão,  Equipamentos: tipos, 
funcionamento, preparação de amostra, análise de resultados. 
 
- Técnicas de caracterização estrutural de materiais: Introdução a estrutura dos materiais; Sólidos 
amorfos, Cristalinos;  Lei de Bragg;  Difratometria de raios X; Equipamentos: tipos, funcionamento; 
Preparação de amostras; Identificação e análise quantitativa de fases; Introdução a refinamento 
Rietveld; Análise de resultados. 
 
- Técnicas de caracterização óptica de materiais: Introdução a interação matéria-luz; Modos 
vibracionais; Fônons; Espectroscopia de absorção na região do infravermelho; Espectroscopia de 
absorção na região do UV-visível; Espectroscopia Raman; Equipamentos: tipos, funcionamento, 
preparação de amostra, análise de resultados. 
 
- Técnicas de caracterização térmica de materiais: Introdução a princípios básicos de 
termodinâmica;  Pontos de fusão, cristalização e transição vítrea; Analise térmica diferencial; Analise 
termogravimetrica 
Calorimetria exploratória diferencial; Equipamentos: tipos, funcionamento, preparação de amostra, 
análise de resultados. 
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